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摘要(译)

提供一种超声波探头，包括：cMUT芯片，具有多个振动元件，其机电耦
合系数或灵敏度根据偏置电压而改变，并且发送和接收超声波;布置在
cMUT芯片上方的声透镜：和布置在cMUT芯片下方的背衬层。 防漏装置
设置在声透镜的超声波发射/接收表面侧或声透镜和cMUT芯片之间。 防
漏电装置例如是诸如接地层的绝缘层。 通过使用这种结构，可以提供一
种能够防止从超声波探头漏电到待检查对象的超声波探头，从而提高电
气安全性和使用该探头的超声波诊断装置。
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